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Prerequisitos
Licenciatura o ingenieria en los campos de materiales y nanomateriales, fisica, quimica o biociencias.

Este médulo se solapa parcialmente (aproximadamente un 35%) con el titulo de Nanociencia y
Nanotecnologia (N+N) de la UAB y, por lo tanto, es apto para esta graduacion a menos que el estudiante haya
asistido al curso optativo "Técnicas avanzadas de cristalografia y difraccién para nanomateriales”. En tal caso,
el solapamiento del titulo de N+N con este mddulo se situa en torno al 60 %.

Objetivos y contextualizacion

Este médulo cubre una parte significativa de las principales técnicas de caracterizaciéon de materiales y
nanomateriales, pero no pretende abarcar todas las técnicas utilizadas actualmente. La mayoria de ellas estan
disponibles en nuestras instalaciones de investigacion (Esfera UAB-CIE). Varios experimentos de laboratorio y
ejemplos practicos estan planeados como parte clave del curso.

Las técnicas de microscopia de sonda local y las espectroscopias de absorcion de rayos X, no incluidas en
este mddulo, se cubren en los moédulos "Microscopias de sonda local" y "Espectroscopias con radiacion de
sincrotrén", respectivamente.



Competencias

® Dominar la terminologia cientifica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la

investigacion en el contexto de la produccion cientifica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.

® |dentificar las técnicas de caracterizacién y analisis propios de la nanotecnologia y conocer sus

fundamentos, dentro de su especialidad.

® Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de

un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o autbnomo

® Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucién de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

® Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones Ultimas que las

sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigiiedades

Resultados de aprendizaje

11.

12.

Describir el proceso fisico fundamental que esta en la base de las espectroscopias vibracionales, de
emision de RX, de fotoelectrones,..

Describir la estructura de la materia cristalina y las bases de la difraccion de rayos X.

Describir las bases de la miscroscopia electrénica, la formacion de imagen y las técnicas
espectroscopicas asociadas.

Determinar la fase cristalina del material en distintas morfologias: polvo, capa, heteroestructura,
particula, nanotubo, etc

Dominar la terminologia cientifica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la
investigacion en el contexto de la produccion cientifica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.

Escoger la técnica mas adecuada para la caracterizacién quimica/composicional: en bulk, en capa
delgada, superficial e intercapa.

Escoger las técnicas para identificar la funcionalidad de superficies

Identificar las técnicas para establecer el rango de tamafos de particulas del material y el area
superficial

Interpretar los resultados de las técnicas mas relevantes.

. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de

un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigiiedades

Contenido

Tema I. Estructura de los materiales y difraccién de rayos X

Resumen de los fundamentos de la cristalografia y la difraccién de rayos X. Métodos experimentales de
difraccién para la caracterizacion de la estructura de materiales y nanomateriales.

Tema Il. Caracterizacion estructural de materiales. Microscopia.

Microscopia optica y confocal, microscopia electronica, microscopia electrénica de barrido y microscopia
electrénica de transmision.

Tema lll. Otras técnicas de caracterizacion.



[lIA) Técnicas de analisis térmico. Analisis de Termogravimetria (TGA) y Calorimetria Diferencial de Barrido
(DSC)

[1IB) Técnicas espectroscépicas. Espectroscopias de RMN de estado solido y de solucion, espectroscopias
vibratorias, espectroscopias épticas y espectroscopias de Mdssbauer.

Se prevén un total de cinco sesiones practicas que cubren diferentes aspectos de cada tema.

Metodologia
Clases de teoria para proporcionar los fundamentos de los principales temas del modulo

Sesiones de practicas que se desarrollaran en diferentes servicios de la Esfera UAB-CEI con el objetivo de
adquirir habilidades experimentales y también para para mejorar la capacidad de cooperacién (trabajo en

grupo):

Caracterizacion de capas delgadas por difraccion de rayos X (incluyendo SAXS), microscopia éptica y
microscopia electronica (FESEMA y EDX)

Caracterizaciéon de nanoparticulas para TEM, HRTEM, EDX, difraccion de electrones y difraccion de rayos X
Experimentos de analisis térmico

Entrega de ejercicios sobre los temas de las clases y que pueden incluir el uso de programas informaticos
especializados

Actividades
Titulo Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas
Lecturas 27 1,08 1,2,3,6
Sesiones practicas 12 0,48 4,6,7,8,9, 11

Tipo: Auténomas

Entregas 35 1,4 5,12
Trabajo auténomo 72 2,88 10
Evaluacién

Los estudiantes deben asistir al 90% de las clases y al 100% de las sesiones practicas para aprobar el
moddulo. También es obligatoria la entrega de informes practicos y otros trabajos o ejercicios que sean
solicitados por el profesor.

El comportamiento y la actitud del estudiante durante las sesiones practicas también se tendran en cuenta
para la evaluacion del modulo.

Solo aquellos estudiantes con una calificacion global de 3 pueden tomar el examen de recuperacion.

La nota final se ponderara como se indica en la tabla.

Actividades de evaluacién



Titulo Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entregas 30-50% 0 0 5,9,12,10

Examen 20-40% 2 0,08 1,2,3,5,9

Examen de recuperacion 20-40% 2 0,08 1,2,3,5,9

Sesiones practicas 30-40% 0 0 4,6,7,8,9, 11
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